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1. はじめに 
低電圧駆動型液晶レンズを光学顕微鏡または CCD カメラの焦点可変素子として用い，機械的駆

動部を必要とせず各焦点画像から局所統計量フィルタ処理による被写体表面の特徴抽出を行った

結果について報告した。1,2) 本研究では，新たに近赤外線波長領域で各焦点での画像を撮影し，局

所統計量フィルタ処理による被写体表面の特徴抽出を行った結果について報告する。 

2. 近赤外線波長におけるカメラシステム 

近赤外線波長用カメラシステムを図 1 に示す。赤外線カットフィルタが付いていない CCD カメ

ラ（DMK23G618, The Imaging Source Co.）のビデオレンズ先端に，低電圧駆動型液晶レンズ（円

形パターン電極直径：φ6.0mm, 液晶層：40μm，液晶：MLC-6080），近赤外線用偏光板，干渉フ

ィルタ（中心波長 780nm または 850nm）を配置した。なお，液晶レンズの液晶分子の配向方向は

偏光板の偏光方向と一致させた。縦と横のスリットパターンが描かれているターゲット（空間周

波数：横方向 0.5 line/mm）を被写体として用いた。光軸に対し 80°傾けて被写体を配置し，その

時の縦のスリットパターンの空間周波数を 0.5 line/mm とした。ビデオレンズの倍率を調節し，電

圧無印加時の状態で液晶レンズから 25cm の位置に焦点を合わせた。ここで，写真用レフランプ

を光源とし，被写体に光を照射し撮影を行った。撮影した各焦点画像の同じ位置での画素を比較

することで，合焦点位置で局所統計量が極大となり，合焦点位置を求めることが可能である。 

3. 実験結果及び考察 

局所分散フィルタ処理により抽出した画像情報を

もとに各波長での干渉フィルタを用いた場合の合焦

点位置分布図を図 2(a), (b)に示す。さらに，全合焦点

画像を求めた結果を図 3(a), (b)に示す。波長が 780nm
及び 850nm のどちらの場合においても合焦位置分布

及び全合焦画像が得られた。合焦点位置を求める際，

波長 850nm での各焦点画像の S/N 比が減少するため，

合焦位置分布において合焦点位置検出の乱れと全合

焦点画像でのコントラスト低下が見られた。局所分

散フィルタ処理では注目画素領域の高コントラスト

部分を合焦点位置としているため，コントラストが

低下した画像を用いてフィルタ処理する場合，検出

精度が低下するものと考えられる。 
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図 1 液晶レンズを用いたカメラシステム

 

 
(a) = 780nm  (b) = 850nm  

図 2 合焦点位置分布 
 

 
(a) = 780nm  (b) = 850nm  

図 3 全合焦点画像 
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